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Abstract of DE19910407 

A test-plate designed to check the useability or suitability of manufactured items and 
materials for the fabrication of printed circuit boards. In the region (2) of at least a first 
edge (3) of the test plate (1), at least one first series (4) of adjacent lines (5) is provided 
transversely to their length at right-angles to the edge (3) with equal spacing between 
each line. Spacing markers are provided along the series of lines. At least one further 
series (7-9) of adjacent lines is provided on the test plate. 
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@ Testplatte 

® Die Erfindung bezieht sich auf eine Testplatte zum 
Uberprufen der Brauchbarkeit von Fertigungseinrichtun- 
gen und Werkstoffen zum Herstellen von gedruckten Lei- 
terplatten. 

Urn vergleichbare Gualitatsangaben zu gewinnen, ist im 
Bereich (2) einer ersten Kante (3) der Testplatte (1 ) eine er- 
ste Reihe (4) nebeneinanderliegender Striche (5) im rech- 
ten Winkel zur Kante (3) aufgebracht und mit Abstands- 
markierungen (6) versehen. An einer weiteren zur ersten 
Kante (3) winklig verlaufenden zweiten Kante (11) der 
Testplatte (1) liegt eine zweite Reihe (12) nebeneinander- 
liegender Striche (13) im rechten Winkel zur zweiten Kan- 
te (11). Zusatzlich konnen auf der Testplatte (1) im Winkel 
verlaufende Folgen (21, 24 bis 26) von gleichbeabstande- 
ten, gleichgrofcen Punkten (22) sowie rechteckformige 

■ Flecken (33) nach Art einer Matrixanordnung mit Zeilen- 

- und Spaltenmarkierung (38, 39) vorgesehen sein. 
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Beschreibung 

Es ist bekannt, daB zum Testen von Einrichtungen zum 
Herstellen von gedruckten Leiterplatten oder von Werkstof- 
fen zum Herstellen derartiger Leiterplatten, wie beispiels- 
weise Lotstoplack oder Lotpaste, als Testplatte fertige (un- 
bestiickte) gedruckte Leiterplatten verwendel werden, die in 
einwandfreier Ausfuhrung hergestellt worden sind. Das Te- 
sten von Fertigungseinrichtungen und Werkstoffen auf diese 
Weisc ist aber vcrhaltnismaBig unvollkommen und dem Zu- 
fall insofern uberlassen, als das Testen durch Vergleichen 
mit einer beliebig hergestellten Leiterplatte guter Ausfuh- 
rung erfolgt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Testplatte 
zum Uberprufen der Brauchbarkeit von Fertigungseinrich- 
tungen und Werkstoffen zum Herstellen von gedruckten 
Leiterplatten vorzuschlagen, mit der sich vergleichbare 
Testergebnisse erzielen lassen. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist bei einer Testplatte erfin- 
dungsgemaB im Bereich mindestens einer ersten Kante der 
Testplatte mindestens eine erste Reihe quer zu ihrer Lang- 
serstreckung nebeneinanderliegender Striche im rechten 
Winkel zu der Kante mit gleichen Abstanden voneinander 
aufgebracht, und es befinden sich endang der Reihe Ab- 
standsmarkierungen. 

Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemaBen Test- 
platte besteht darin, daB durch die Reihe von nebeneinander- 
liegenden Strichen im Zusammenhang mit den Abstands- 
markierungen die Qualitat einer Fertigungseinrichtung oder 
eines verwendeten Werkstoffes zur Leiterplattenherstellung 
in dem besonders kritischen Randbereich der Leiterplatten 
iiberpriift werden kann; dabei ist durch das Vorsehen von 
Abstandsmarkierungen an der Reihe von nebeneinanderlie- 
genden Strichen die Moglichkeit der Klassifizierung gege- 
ben, Werden zum Testen von Fertigungseinrichtungen und 
Werkstoffen Testpiatten der erfindungsgemaBen Art benutzt, 
dann kann allein durch die Angabe derjenigen Abstands- 
markierung, bis zu der die Striche noch einwandfrei vorhan- 
den sind, eine Qualitatsangabe gemacht werden. 

Die Klassifizierung ist noch dadurch weiter verbesserbar, 
wenn zu der ersten Reihe mindestens eine weitere Reihe ne- 
beneinanderliegender Striche vorhanden ist, die in jeweils 
gleichen aber anderen Abstanden als die der Striche der er- 
sten Reihe angeordnet sind und wenn am von der Kante ab- 
gewandten Ende jeder Reihe eine eigene Reihenmarkierung 
vorhanden ist. Die Striche verschiedener Reihen sind dabei 
vorteilhafterwcise entsprcchend einem bci Leiterplatten ub- 
lichen RastermaB unterschiedlich beabstandet, so daB durch 
die Abstandsmarkierung und durch die Reihenmarkierung 
eine Aussage dariiber moglich ist, welche Qualitat im Rand- 
bereich einer Kante einer Leiterplatte erzielbar ist. 

Haufig ist es wichtig, an im Bereich einer weiteren, wink- 
lig zur ersten Kante einer Leiterplatte verlaufenden zweiten 
Kante die Herstellungsqualitat einer Leiterplatte zu uberprii- 
fen bzw. zu klassifizieren. Dies laBt sich gemaB einer Wei- 
terbildung der Erfindung dadurch ermoglichen, daB im Be- 
reich einer winklig zur ersten Kante der Testplatte verlau- 
fenden zweiten Kante mindestens eine zweite Reihe quer zu 
ihrer Langserstreckung nebeneinanderliegender Striche im 
rechten Winkel zu der zweiten Kante aufgebracht ist und 
sich endang der weiteren Reihe Abstandskennzeichnungen 
befinden. 

Auch bei dieser Ausfuhrungsform der erfindungsgema- 
Ben Testplatte ist vorteilhafterweise zu der zweiten Reihe 
mindestens eine zusatzliche Reihe nebeneinanderliegender 
Striche vorhanden, die in jeweils gleichen aber anderen Ab- 
standen als die der Striche der zweiten Reihe angeordnet 
sind; am von der zweiten Kante abgewandten Ende jeder 
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Reihe ist ein Reihenkennzeichen vorhanden. Somit laBt sich 
dann mit einer solchen Platte auch die Giite der Herstellung 
im Bereich einer weiteren Kante beschreiben. 
Die crfindungsgemaBe Testplatte kann aus unterschiedli- 
5 chen Materialien hergestellt sein, beispielsweise aus einem 
fur Leiterplatten iiblichen Kunststoff oder auch aus Glas. 
Auch die Striche auf der Testplatte konnen aus unterschied- 
lichen Materialien bestehen; bevorzugt wird Metall oder 
Graphit. 

10 Bei einer weiteren vorteilhaflen Ausfuhrungsform der er- 
findungsgemaBen Testplatte ist mindestens eine im Winkel 
verlaufende erste Folge von gleichbeabstandeten, gleichgro- 
Ben Punkten vorhanden. Damit laBt sich die Qualitat einer 
Fertigungseinrichtung oder eines Werkstoffes fur gedruckte 

15 Leiterplatten insbesondere im Hinblick auf die Eignung zur 
Montage von Chips abschatzen. 

Als besonders vorteilhaft wird es angesehen, wenn bei 
dieser Ausfuhrungsform der erfindungsgemaBen Testplatte 
parallel zur ersten Folge von Punkten mindestens eine wei- 

20 tere Folge von gleichbeabstandeten, gleichgroBen Punkten 
vorhanden ist, die sich hinsichtlich ihrer Abstande und ihrer 
GroBe von den Punkten der ersten Folge unterscheiden; die 
Folgen sind an ihren Enden mit Ab stands- und GroBenmar- 
kierungen versehen. Damit ist es dann im Hinblick auf die 

25 Abstands- und GroBenmarkierungen moglich, die Giite ei- 
ner hergestellten Leiterplatte in Bezug auf den Einsatz von 
Chips durch Angabe der Markierungen der Folge anzuge- 
ben, die noch einwandfrei hergestellt worden ist. 

Bei dieser Ausfuhrungsform sind die Punkte vorteilhaf- 

30 terweise aus Metall oder Graphit hergestellt. 

Bei einer weiteren vorteilhaflen Ausfuhrungsform der er- 
findungsgemaBen Testplatte befinden sich auf der Testplatte 
mehrere Zeilen mit rechteckformigen Flecken in einer sol- 
chen Anordnung, daB von den Flecken verschiedener Zeilen 

35 Spalten gebildet werden, und die Breite der Flecken in den 
Spalten nimmt schrittweise zu. Damit ist es moglich, einen 
Test hinsichtlich des kleinsten und groBten druckbaren Lot- 
volumens durchfuhren. 

Sind erganzend dazu in vorteilhafterweise neben einer au- 

40 Beren Zeile Zeilenmarkierungen und neben einer auBeren 
Spalte Spaltenmarkierungen vorgesehen, dann lassen sich 
mit den Zeilen- und Spaltenmarkierungen Qualitatsmerk- 
male hinsichtlich einer Lotpaste angeben. 
Die Flecken bestehen vorteilhafterweise aus Metall oder 

45 Graphit. 

Zur Losung der eingangs angegebenen Aufgabe dient 
auch eine Testplatte, bei der mindestens eine im Winkel ver- 
laufende erste Folge von gleichbeabstandeten, gleichgroBen 
Punkten vorhanden ist. Eine derart ausgebildete Testplatte 

50 ermoglicht eine Uberprufung einer Leiterplatte hinsichtlich 
der Eignung von Fertigungseinrichtungen und Werkstoffen 
zu ihrer Herstellung in Bezug auf die Aufbringung von 
Chips auf eine Leiterplatte. 

Vorteilhafterweise ist bei einer solchen Testplatte parallel 

55 zur ersten Folge von Punkten mindestens eine weitere Folge 
von gleichbeabstandeten, gleichgroBen Punkten vorhanden, 
die sich hinsichtlich ihrer Abstande und ihrer GroBe von den 
Punkten der ersten Folge unterscheiden, und die Folgen sind 
an ihren Enden mit Abstands- und GroBenmarkierungen 

60 versehen. 

Eine solche Testplatte laBt sich hinsichtlich der Untersu- 
chung einer Lotpaste und deren Tauglichkeit fur den jewei- 
ligen Anwendungsfall in vorteilhafterweise auch so ausfiih- 
ren, daB sich auf der Testplatte mehrere Zeilen mit rechteck- 
65 formigen Flecken in einer solchen Anordnung befinden, daB 
von den Flecken verschiedener Zeilen Spalten gebildet wer- 
den; die Breite der Flecken in den Spalten nimmt schritt- 
weise zu. Dabei sind vorteilhafterweise wiederum Zeilen- 
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markierungen und Spaltenmarkierungen vorgesehen, um 
Qualitatsangaben machen zu konnen. 

Gegebenenfalls kann es auch vorteilhaft sein, zur Losung 
der oben angegebenen Aufgabe einc Testplatte zu vcrwen- 
den, bei der sich erfindungsgemaB auf der Testplatte meh- 5 
rere Zeilen mit rechteckfbrmigen Recken in einer solchen 
Anordnung befinden, dafi von den Recken verschiedener 
Zeilen Spalten gebildet werden und die Breite der Recken in 
den Spalten schrittweise zunimmt. Auch hier konnen Zei- 
lenmarkierungcn und Spaltenmarkierungen zur Klassifizie- 10 
rung benutzt werden. 

Zur weiteren Erlauterung der Erfindung ist in der Figur 
eine Draufsicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel einer gemaB 
der Erfindung ausgebildeten Tbstplatte gezeigt. 

Bei der Testplatte 1 befindet sich im Bereich 2 einer 15 
Kante 3 eine erste Reihe 4 aus nebeneinander liegenden 
Querstrichen 5, die jeweils gleichen Abstand voneinander 
haben, der dem RastermaB R = 0,65 mm entspricht. Die Rei- 
henmarkierung ist entsprechend "R = 0,65". Die erste Reihe 
4 erstreckt sich in einem rechten Winkel zur Kante 3 der 20 
Testplatte 1. Neben der ersten Reihe 4 befinden sich Ab- 
standsmarkierungen 6, die den Abstand des jeweiligen Stri- 
ches 5 von der Kante 3 angeben. 

Neben der ersten Reihe 4 von nebeneinander liegenden 
Strichen 5 und parallel zu dieser Reihe ausgerichtet befindet 25 
sich eine weitere Reihe 7 von nebeneinander liegenden Stri- 
chen, bei der die einzelnen Striche einen kleineren Abstand 
voneinander haben. Dies ist durch die Angabe des Raster- 
maBes (Reihenmarkierung) R = 0,5 an dem von der Kante 3 
abgewandten Ende der weiteren Reihe 7 gekennzeichnet. 30 

Wie die Figur ferner zeigt, sind weitere Reihen 8 und 9 
neben der ersten weiteren Reihe 7 vorgesehen, die jeweils 
hinsichtlich der Anordnung ihrer Striche so ausgebildet 
sind, daB die Abstande gestuft abnehmen; so hat die weitere 
Reihe 8 einen Abstand, der mit R = 0,4 als Reihenmarkie- 35 
rung angegeben ist, und die weitere Reihe 9 weist beziiglich 
ihrer Querstriche einen Abstand auf, der dem RastermaB R = 
0,3 entspricht. 

Nur der groBeren Zuverlassigkeit der Aussage wegen sind 
sowohl die erste Reihe 4 als auch die weiteren Reihen 7 bis 9 40 
jeweils dreifach nebeneinander ausgebildet. 

Im Bereich 10 einer winktig zur ersten Kante 3 des Test- 
platte 1 verlaufenden zweiten Kante 11 ist eine zweite Reihe 
12 mit Strichen 13 vorgesehen, die einen vergleichsweise 
groBen Abstand voneinander aufweisen; dieser Abstand ent- 45 
spricht einem RastermaB von R = 0,65 und ist als Reihen- 
kennzeichnung 14 "R = 0,65" am von der Kante 11 entfern- 
ten Ende der zweiten Reihe 12 markiert. Wie oben bereits 
beschrieben, sind auch im Bereich 10 neben der zweiten 
Reihe 12 zusatzliche Reihen 14, 15 und 16 vorgesehen, die 50 
neben der zweiten Reihe 12 verlaufen und somit ebenfalls 
rechtwinklig zur weiteren Kante 11 der Testplatte 1 ausge- 
richtet sind. Die Abstandskennzeichnungen "R = 0,5", "R = 
0,4" und "R = 0,3" an dem von der Kante U abgewandten 
Ende der Reihen 14 bis 16 geben die unterschiedlichen Ab- 55 
stande der Striche der zusatzlichen Reihen voneinander an. 
Abstandskennzeichnungen 17 dienen demselben Zweck wie 
die Abstandsmarkierungen 6. 

Ist mit einer zu priifenden Fertigungseinrichtung oder mit 
einem zu ubcrprufcnden Wcrkstoff zum Herstellen von ge- 60 
druckten Leiterplatten eine Testplatte 1 entsprechend der 
obigen Figurenbeschreibung hergestellt worden, dann laBt 
sich durch die Angabe der Abstandsmarkierungen 6 und der 
Abstandskennzeichnungen 17 die Qualitat im Randbereich 
einer Leiterplatte angeben. 65 

In einem weiteren (mitdercn) Bereich 20 der Testplatte 1 
ist eine im Winkel verlaufende Folge 21 von Punkten 22 
aufgetragen. Diese Punkte, die ebenfalls aus Metall oder 
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Graphit hergestellt sein konnen, weisen untereinander 
gleichbleibende Abstande auf, und haben gleiche GroBe; 
durch eine Abstandsmarkierung 23 (R = 1,5) ist das Raster- 
maB bezeichnet und mit einer weiteren GroBcnmarkicrung 
23a "1 ,0" am anderen Ende der Folge 21 die GroBe bzw. der 
Durchmesser der einzelnen Punkte 22. 

Wie die Figur ferner zeigt, sind parallel zu der einen 
Folge 21 von Punkten weitere winklig verlaufende Folgen 
24, 25 und 26 vorgesehen, die den RastermaBen R = 1,27, R 
= 0,8 und R = 0,5 (Abstandsmarkierungen) entsprechen; 
GroBenmarkierungen am jeweils anderen Ende mit 0,8, 0,5 
und 0,3 bezeichnen den Durchmesser der einzelnen Punkte. 
Es ist somit moglich, beim Oberpriifen die Qualitat einer 
hergestellten Leiterplatte durch Angabe der Ab stands- und 
GroBenmarkierungen 23 und 23a hinsichtlich der Tauglich- 
keit fur eine Chipmontage anzugeben. 

Femer laBt die Figur erkennen, daB im linken unteren Be- 
reich 30 und im rechten oberen Bereich 31 der Testplatte 1 
mehrere Zeilen 32 mit rechteckfbrmigen Recken 33 vorge- 
sehen sind, die so angeordnet sind, daB ubereinanderiie- 
gende Flecken verschiedener Zeilen 32 Spalten 34 bilden. 
Dabei sind die Recken 33 so ausgestaltet, daB ihre Breite - 
im Bereich 30 - in der Figur von links nach rechts abnimmt 
und ihre Hohe von oben nach unten zunimmt. Aus Platz- 
griinden ist eine Form eines rechtwinkligen Dreiecks fur die 
Muster aus den Recken gewahlt. Am schragen Rand des so 
gebildeten Musters aus rechteckformigen Flecken sind 
kreisformige Flecken 37 mit von oben nach unten zuneh- 
menden Durchmesser angeordnet. Am oberen Rand der An- 
ordnung mit den Recken sind Spaltenmarkierungen 38 und 
an der linken Seite Zeiienmarkierungen 39 vorgesehen. 

Mit den Recken 33 bzw. 37 laBt sich ein kleinstes und 
groBtes druckbares Lotvolumen feststellen und dies klassifi- 
ziert durch die jeweilige Zeilenmarkierung 39 und die je- 
weilige Spaltenmarkierung 38 angeben. Die rechteckformi- 
gen und die kreisformigen Recken 33 bzw. 37 sind wie- 
derum aus Metall oder Graphit hergestellt. 

Die Muster in den Bereichen 30 und 31 sind durch Spie- 
gelung an einer unter 45° verlaufende Achse gebildet. 

Weitere Muster 40 und 41 im linken oberen Bereich der 
Testplatte 1 und im rechten unteren Bereich dienen zur Mes- 
sung des Oberflachenisolationswiderstandes. 

Relativ groBfl achige Bereiche 42, 43 und 44 sind vorgese- 
hen, um Aussagen iiber die Qualitat einer Lotpaste zu ge- 
winnen. 

Die Muster 45, 46 und 47 dienen zur Qualitatsbeurteilung 
u. a. hinsichtlich der Positioniergenauigkeit und Reprodu- 
zierbarkeit. 

Ein letztes Muster 48 ermoglicht einen erganzenden Test 
dahingehend, ob unterschiedliche lange Striche in X- und Y- 
Richtung auch im mittleren Bereich der Testplatte 1 ein- 
wandfrei herstellbar sind. 

Patentanspriiche 

1. Testplatte zum Uberpriifen der Brauchbarkeit von 
Fertigungseinrichtungen und Werkstoffen zum Herstel- 
len von gedruckten Leiterplatten, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

- im Bereich (2) mindestens einer ersten Kante 

(3) der Testplatte (1) mindestens eine erste Reihe 

(4) quer zu ihrer Langserstreckung nebeneinan- 
derliegender Striche (5) im rechten Winkel zu der 
Kante (3) mit gleichen Abstanden voneinander 
aufgebracht ist und 

- sich entlang der Reihe Abstandsmarkierungen 
(6) befinden. 

2. Testplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
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net, daB 

- zu der ersten Reihe (4) mindestens eine weitere 
Reihe (7 bis 9) nebeneinanderliegender Striche 
vorhanden ist, die in jcweils gleichen aber ande- 
ren Abstanden als die der Striche der ersten Reihe 5 
(4) angeordnet sind und 

- am von der Kante (3) abgewandten Ende jeder 
Reihe (4, 7 bis 9) eine eigene Reihenmarkierung 
(4a) vorhanden ist. 

3. Testplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB 

- im Bereich (10) einer winklig zur ersten Kante 
(9) der Testplatte (1) verlaufenden zweiten Kante 
(11) mindestens eine zweite Reihe (12) quer zu ih- 
rer Langserstreckung nebeneinanderliegender is 
Striche (13) im rechten Winkel zu der zweiten 
Kante (11) aufgebracht ist und 

- sich entlang der weiteren Reihe (12) Abstands- 
kennzeichnungen (17) befinden. 

4. Testplatte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 20 
net, daB 

- zu der zweiten Reihe (12) mindestens eine zu- 
satzliche Reihe (14 bis 16) nebeneinanderliegen- 
der Striche vorhanden ist, die in jeweils gleichen 
aber anderen Abstanden als die der Striche der 25 
zweiten Reihe (12) angeordnet sind und 

- am von der zweiten Kante (11) abgewandten 
Ende jeder Reihe ein Reihenkennzeichen (14a) 
vorhanden ist. 

5. Testplatte nach einem der vorangehenden Anspru- 30 
che, dadurch gekennzeichnet, daB 

- die Striche (13) aus Metall oder Graphit beste- 
hen. 

6. Testplatte nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB 35 

- mindestens eine im Winkel verlaufende erste 
Folge (21) von gleichbeabstandeten, gleichgroBen 
Punkten (22) vorhanden ist. 

7. Testplatte nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB 40 

- parallel zur ersten Folge (21) von Punkten (22) 
mindestens eine weitere Folge (24 bis 26) von 
gleichbeabstandeten, gleichgroBen Punkten vor- 
handen ist, die sich hinsichtlich ihrer Abstande 
und ihrer GroBe von den Punkten (22) der ersten 45 
Folge (21) unterscheiden und 

- die Folgen (21, 24 bis 26) an ihren Enden mit 
Abstands- und GroBenmarkierungen (23, 23a) 
versehen sind. 

8. Testplatte nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB 

- die Punkte (22) aus Metall oder Graphit beste- 
hen. 

9. Testplatte nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB 55 

- sich auf der Testplatte (1) mehrere Zeilen (32) 
mit rechteckformigen Flecken (33) in einer sol- 
chen Anordnung befinden, daB von den Flecken 
(33) verschiedener Zeilen (32) Spalten (34) gebil- 
det wcrden, und 60 

- die Breite der Flecken (33) in den Spalten (34) 
schrittweise zunimmt. 

10. Testplatte nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB 

- neben einer auBeren Zeile (32) Zeilenmarkie- 65 
rungen (39) und neben einer auBeren Spalte (34) 
Spaltenmarkierungen (38) vorgesehen sind. 

11. Testplatte nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 



kennzeichnet, daB 

- die Flecken (33) aus Metall oder Graphit beste- 
hen. 

12. Testplatte zum Oberpriifen der Brauchbarkeit von 
Fertigungseinrichtungen und Werkstoffen zum Herstel- 
len von gedruckten Leiterplatten, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

- mindestens eine im Winkel verlaufende erste 
Folge (21) von gleichbeabstandeten, gleichgroBen 
Punkten (22) vorhanden ist. 

13. Testplatte nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

- parallel zur ersten Folge (21) von Punkten (22) 
mindestens eine weitere Folge (24 bis 26) von 
gleichbeabstandeten, gleichgroBen Punkten vor- 
handen ist, die sich hinsichtlich ihrer Abstande 
und ihrer GroBe von den Punkten (22) der ersten 
Folge (21) unterscheiden und 

- die Folgen (21, 24 bis 26) an ihren Enden mit 
Abstands- und GroBenmarkierungen (23, 23a) 
versehen sind. 

14. Testplatte nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB 

- sich auf der Testplatte (1) mehrere Zeilen (32) 
mit rechteckformigen Flecken (33) in einer sol- 
chen Anordnung befinden, daB von den Flecken 
(33) verschiedener Zeilen (32) Spalten (34) gebil- 
det werden, und 

- die Breite der Flecken (33) in den Spalten (34) 
schrittweise zunimmt. 

15. Testplatte nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

- neben einer auBeren Zeile (32) Zeilenmarkie- 
rungen (39) und neben einer auBeren Spalte (34) 
Spaltenmarkierungen (38) vorgesehen sind. 

16. Testplatte zum tfberprufen der Brauchbarkeit von 
Fertigungseinrichtungen und Werkstoffen zum Herstel- 
len von gedruckten Leiterplatten, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

- sich auf der Testplatte (1) mehrere Zeilen (32) 
mit rechteckformigen Flecken (33) in einer sol- 
chen Anordnung befinden, daB von den Flecken 
(33) verschiedener Zeilen (32) Spalten (34) gebil- 
det werden, und 

- die Breite der Flecken (33) in den Spalten (34) 
schrittweise zunimmt. 

17. Testplatte nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

- neben einer auBeren Zeile (32) Zeilenmarkie- 
rungen (39) und neben einer auBeren Spalte (34) 
Spaltenmarkierungen (38) vorgesehen sind. 
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